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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 49 de la CEIl: Dispositifs piézo-
électriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
49/523/FDIS 49/531/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informati ur le vote ayant

abouti a I'approbation de cet amendement.
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SOMMAIRE

Remplacer les titres des annexes par ce qui suit:

Annexe A Circuit de charge pour circuits logiques
Annexe B Essai de verrouillage
Annexe C Classification selon la sensik
Bibliographie
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AVANT-PROPOS

Remplacer, a la
qui suit :

neéxe A fait partie intégrante de cette norme» par ce

Page 12

1.2 Références normatives
Insérer, a la page 14, les nouvelles normes suivantes:

CEIl 60748-2:1997, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 2: Circuits
intégrés numériques

IEC/PAS 62179, Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing human body model (HBM)
(en anglais seulement)

IEC/PAS 62180, Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing machine model (MM) (en
anglais seulement)

Page 156

Insérer, apres I'annexe A, les nouvelles annexes B et C.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and
dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/523/FDIS 49/531/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be nd in the report
on voting indicated in the above table.
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CONTENTS

Replace the titles of the annexes by the following:

Annex A Load circuit for logic drive

Annex B Latch-up test
Annex C Electrostatic discharge sensitiv
Bibliography

Page 9
FOREWORD

Replace, on page 1
following:

Annexes A, [

1.2 Normative references

Insert, on page 15, the following new standards:

IEC 60748-2:1997, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 2: Digital integrated
circuits

IEC/PAS 62179, Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing human body model (HBM)

IEC/PAS 62180, Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing machine model (MM)

Page 157

Insert, after annex A, the new annexes B and C.
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Annexe B
(normative)

Essai de verrouillage

B.1 Définition

B.1.1 Verrouillage

Etat caractérisé par un chemin conducteur de faible impédance qui résul
d’une surtension a I'entrée, a la sortie ou a la source d’alimentation.

persiste apres)

B.1.2 Procédure d’essai

L’essai de verrouillage dans les conditions statiques so iti dés tensions
supérieures a celles qu’il rencontrerait dans les conditiong alel
est méme plus sévere que les méthodes d’essai dynami ilisg njgeaux de courant
et de tension similaires.

Cet essai, s’il est effectué conformém edes inis dans cette norme, est une
méthode nécessaire et suffisante poug céptibilité de verrouillage ou
de 'immunité des oscillateurs pilotés pa s circuits intégrés CMOS.

B.2 Méthode d’essai
B.2.1 Cet essai est dest

B.2.2 Cet essai gst a
des circuits inté

B.2.3 Cet essai
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Annex B
(normative)

Latch-up test

B.1 Definition

B.1.1 Latch-up

ut, output or

A state in which a low-impedance path results from (and persists folloy
supply overvoltage.

B.1.2 Test procedure

B.2 Test method

B.2.1 This test is desfruc

B.2.2 This test is\applicable\or
integrated circui

B.2.3 This test S ccordance with IEC 60748-2.

B.2.4 This
given.

production test.
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Annexe C
(normative)

Classification selon la sensibilité a la décharge électrostatique

C.1 Définition

C.1.1 Deécharge électrostatique (DES)

Transfert de la charge électrostatique entre deux corps ayant des potenti
différents.

2lectrostatiques

C.1.2 Procédure d’essai

Cette classification est utilisée pour spécifier les exige appropriée

manutention pour fournir des données de classificatio

pour I emballage et Ia

C.2 Méthodes d’essai

C.2.1 Cet essai est destructif.

Pour ces oscillateurs,
électrostatique.

La méthode d’es

La tension d’essagi

Puisque ces oSsillateyrs pilotés par quartz sont habituellement assemblés sur les cartes
imprimées par des processus automatiques, le modéle de machine (MM) doit étre appliqué.

La méthode d’essai est définie dans la CEI/PAS 62180.
La tension d’essai maximale recommandée doit étre de 2 000 V.

Une autre tension d’essai maximale peut étre négociée entre le fabricant et I'utilisateur.

C.2.4 Influence des décharges électrostatiques (DES) sur les oscillateurs en régime
permanent

Certaines applications exigent que la tension de sortie de l'oscillateur ne soit pas inter-
rompue, méme pendant un cycle unique, si I'enveloppe de l'oscillateur est soumise a une
impulsion de décharge électrostatique.

La méthode d’essai convenable est a I'’étude.
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